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 要  旨 
 近年の電子機器の高性能化・小型化に伴い，導体配線の多層化・高密度化が進められてきたプ
リント基板の品質の保証が重要な課題となっている．この自動検査を行うのが，プローブと呼ば
れる接触子を有するフライングプローブ検査装置である．この装置はプローブを検査箇所へと自
由に移動させ電気的計測を行うことができ，対象とする検査基板ごとに検査器具を作成・変更す
る必要がないという利点がある．しかしその一方で電気的計測毎にプローブを検査箇所へと移動
させる動作に時間を要するという特徴を持ち，その検査速度の向上が望まれている． 
 多数の検査箇所間のプローブの移動に要する合計時間を短縮することによって，プリント基板
1 枚あたりの検査に要する時間も短縮することができる．そこで本研究では検査装置による高速
検査の実現に必要な，計測順序を決定するスケジューリング手法の構築に焦点を絞る． 
 1本のプローブを用いた検査スケジューリング問題はTSP(Travelling Salesman Problem)に帰
着できることは良く知られている．2 本のプローブを用いた場合は検査点対をノード集合という
形で TSP におけるノードと対応させ，その検査スケジューリング問題もまた TSP に帰着できる
ことが明らかにされている． 
 本論文ではこれらの研究を基礎に，4 本のプローブを用いる検査におけるスケジューリング問
題を扱う．まず，各検査及び装置の特性から問題の設定を行う．ここでノード集合という概念を
拡張し，複数プローブによる複数点対の同時計測を行う検査スケジュールを表現する．問題に固
有の制約条件を設定することで，4 本のプローブを用いた検査スケジューリング問題もまた TSP
に帰着できることを本論文は示している．この検査スケジューリング問題を表すに定式化を設定
し，数値実験より検査スケジュールが得られることが確認された．複数のプローブを有する検査
装置ゆえに発生する検査スケジュールと実際の検査動作との差異について述べ，この問題に対す
る対策を示している． 
 フライングプローブ検査装置が有するプローブ数，及び検査で用いられるプローブ数は多様である．
本論文では異なるプローブ数の検査スケジューリング問題を通し，ノード集合という概念を用いるこ
とで定式化を統一的に表現できることを示している． 
 
